
PatentValueAnalyst 
＜特許多数出願中＞ 

パテント バリュー アナリスト 

PatentValueAnalyst-SVM 
評価の仕組み 
教師データとなる特許書類に対する評価点数と、それらの文書か
ら抽出したパテントメトリクスとの関連性を分析・学習し、その結果
に準じて特許書類品質を評価します。  
特徴 
人手による評価（教師データ）に近似した良好な結果を得ることが
できます。（相関係数：0.94）また、過去の品質評価結果を流用する
ことができるので、導入コストを抑えることができます。また、SVMを
採用していることで、より客観的で精度の高い評価が得られます。 
SVM (Support Vector Machine) 
SVMとは、教師あり学習のアルゴリズムの1つです。現在知られて
いる多くの教師あり学習のアルゴリズムのうち、最も優れていると
いわれています。  

PatentValueAnalystは、特許書類の品質を定量的に評価します。 
PatentValueAnalystは、品質評価の対象となる特許書類（特許出願書類、特許公報）から自然言語処理により抽出した約100種類の 
パテントメトリクス（※）を用いて、特許書類の品質を定量的に評価します。PatentValueAnalystは、 
算出式評価方式（PatentValueAnalyst-CF）と、学習評価方式（PatentValueAnalyst-SVM）の2つのエディションから構成されています。 
※パテントメトリクスとは、特許書類から抽出できる、品質に関わる数値パラメータのことです。 

PatentValueAnalyst-CF 
評価の仕組み 
抽出したパテントメトリクスを、特許書類の品質特性ごとに設定さ
れた算出式に代入・計算することで、特許書類品質を評価します。  
特徴 
品質評価値に対する個々のパテントメトリクスの寄与度（係数）を
詳細に設定することができます。つまり、特許書類品質の定義、特
許書類品質の評価方法が決まっている場合に有効です。また、出
力形式をカスタマイズすることで、出願前の特許出願書類の品質
チェック等にも利用することができます。 

評価項目 
デフォルトでは、発明本質抽出度、発明展開度、強靱度、明細書開
示度についての評価を行います。  
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特許書類品質評価のイノベーション 

パテントメトリクスを用いて 
特許書類品質を定量的に評価 

® 

カスタマイズ性 
評価時に使用するパテントメトリクスはカスタマイズが可能です。デ
フォルトでは、請求項数や、請求項の階層構造の深さ等の約100
種類のパテントメトリクスが用意されています。 
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特性値表示機能 
特許文書ごとに、評価結果（特性値・総合点）をレーダーチャート形式と棒グラフ形式で表示します。 

IPC別表示機能 
IPC、会社・組織ごとに、評価結果（総合点）を棒グラフ形式で表示します。 

Fターム別別表示機能 
Fターム、企業・組織ごとに、評価結果（総合点）を棒グラフ形式で表示します。 

PatentValueAnalystの動作環境 

OS 
・Windows 8、8.1（32bit、64bit） 
・Windows 7（32bit、64bit） 
・Windows Vista（32bit、64bit） 

マシンスペック 上記OSが動作するもの 本製品は、独立行政法人情報通信研究機構（NICT）の
民間基盤技術研究促進制度に基づく委託研究「知的財
産（特許・商標）構築・活用のための情報通信基盤技術
の研究開発」（平成20年10月～平成22年9月）の研究
成果に基づきます。 


